












きた｡従来から,走査形電子顕微鏡 (SEM)像 とEAM像(EAT)とを比較 した報告は多































SEM モー ドの表面像(BEI),(2)SEM モー ドの電子線励起電流(EBIC)像 と(3)EAM モー
ドの電子線超音波像(EAI)の3種類の像を観察し像同士の比較検討を行った｡この方法は,





























るためである｡観察は同一場所について(1)SEM モー ドの表面の像 (反射電子像,BE士),(2)
SEM モー ドの電子線励起電流 (EBIC)像 と(3)EAM モー ドの電子線超音波像(EAI)の3
種の像を取得 して比較 した｡
3.実 験 結 果
SEM像から観察場所を選択の後,同一場所についての観察像を第 1図に示 した｡SEM
像である(a)BEI,(b)EBIC像を撮影する｡次に,電子線を断続 してEAM モー ドに切 り替え
(試料の移動無 し),(C)EAIを得ている｡撮影 した 3種類の写真の中に同一位置を示す(丑か
ら⑩の記号をつけ,信号の強度を比較 しようとするものである｡①～⑩の記号位置は3種




みた｡第 1表に示 したように,概略同じ強度が得 られる位置は⑩,⑤,③の順である｡ 同














第 1表 第 1図で記号をつけた位置の信号強度表
① ② ③ ④ ⑤ @ + ⑧ ⑨ ⑩
BEⅠ WW W S SS SS W SS SS SS SSS
EBⅠC SS SS SS M SSS W S W M SSS




倍率で撮影 している｡14)我々は,これまで EAM装置の信号増巾系の S/N比改善,検出器
と観察試料部分の改善に努力してきた｡その結果,今回の高倍率写真を得て,EAIの違い
を証明することに成功 した ものである｡装置の S/N改善 と検出器 と観察資料の部分の改
善は非常に大切であることが分かった｡
5.結 論
同一場所について(1)SEM モー ドの表面像(BEI),(2)SEM モー ドの電子線励起電流
(EBIC)像 と(3)EAM モー ドの電子線超音波像(EAI)の 3つの像を得て (Fig.1),映像信号
の強度を10箇所について比較検討した｡ 3種の観察像に記号をつけた10箇所について信号
強度を比較 した(第 1表)｡その結果,同一画面内で同じ強度が得られる位置 とそれぞれ異




























15)竹野下 寛,林田 惣一郎 :長崎大学教育学部自然科学研究報告 第58号(1998)53-62
電子線音波顕微鏡像 (第 1回)
第 1図 sEM およびEAM観察写真
(a):BEI (b):EBIC (C):EAI
写真につけられた①-⑲の記号は,3種の像で同じ位置を示 している｡
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